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Witold Pleskacz urodzit sie 12 paZzdziernika
1959 roku w Warszawie, gdzie ukoriczyt szko-
te podstawowg (1974) i XX Liceum Ogdlno-
ksztatcace im. Bolestawa Chrobrego (1978).
Dyplom magistra inzyniera elektronika uzys-
kat w 1983 roku w specjalnosci Technologia
Elektronowa na Wydziale Elektroniki Politech-
niki Warszawskiej. Prace magisterska dotycza-
cq strat tadunku w strukturach typu EPROM
realizowat w Instytucie Technologii Elektro-
nowej w Warszawie (Naukowo-Produkcyjne
Centrum Pétprzewodnikéw — CEMI) pod kie-
runkiem profesora Jerzego Puttoraka. Stopien
doktora nauk technicznych w dziedzinie elek-
troniki uzyskat (z wyréznieniem) w 1995 roku
za rozprawe z zakresu analizy zaburzeri topo-
grafii uktadéw scalonych, ktérej promotorem
byt profesor Wiestaw KuZmicz. Od 1984 roku
jest zatrudniony w Instytucie Mikroelektroni-
ki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
(wéwczas Instytutu Technologii Elektronowej)
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyj-
nych Politechniki Warszawskiej jako nauczy-
ciel akademicki (asystent 1984, adiunkt 1995).
Na tym Wydziale uzyskat w 2011 roku stopieri
naukowy doktora habilitowanego za rozprawe
Analiza topografii uktadow scalonych VLSI
pod katem ich produkowalnosci. Odbyt dwa
staze przemystowe: oSmiomiesieczny w Za-
ktadach Radiowych im. Marcina Kasprzaka
w Warszawie (1985-1986) oraz dwumiesiecz-
ny w Centro Nacional de Microelectronica —
Bellaterra koto Barcelony, Hiszpania (1995).
Od stycznia 1996 do czerwca 1997 roku prze-
bywat na stazu naukowym jako visiting resear-
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cher w Carnegie Mellon University, Pittsburgh
USA, gdzie wspétpracowat z profesorem Woj-
ciechem Matym. Po powrocie do kraju wspét-
tworzyt Centrum Ksztatcenia w Dziedzinie Spe-
cjalizowanych Uktadéw Scalonych — ADEC
(ang. ASIC Design Education Centre), ktérego
misja jest pomoc w dostepie do zaawansowa-
nych technologii mikroelektronicznych nie-
siona dla polskich przedsiebiorstw (zwtaszcza
matych i $rednich).

Witold Pleskacz zajecia dydaktyczne i pra-
ce dyplomowe prowadzi z zakresu szeroko
rozumianej tematyki projektowania uktadéw
scalonych wielkiej skali integracji (VLSI) i elek-
troniki ciata statego. Dotychczas wypromowat
22 magistréw i 6 inzynieréw. W pracach nau-
kowych zajmuje sie: analizgq topografii ukta-
déw scalonych pod katem produkowalnosci
i metod testowania; modelowaniem i analiza
uzysku produkcyjnego uktadéw scalonych
VLSI; metodami i algorytmami CAD (automa-
tyzacja projektowania, modelowanie uktadéw
scalonych). Na poczatku pracy zawodowej na
Politechnice Warszawskiej wtaczyt sie w opra-

Stowa kluczowe
B mikroelektronika

B komputerowe wspoma-
ganie projektowania

B uktady i systemy scalene




INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | OPTOELEKTRONIKI

cowanie oprogramowania dla symulacyjnej
metody diagnostyki procesu MOS. Nastepnie
brat udziat w pracy zespotu nad systemem pro-
jektowania uktadéw scalonych z uwzglednie-
niem statystycznych cech procesu produkcyj-
nego. W koricu lat osiemdziesiagtych rozpoczat
badania nad wptywem zaburzeri topografii
masek uktadéw VLSI na ich uzysk produkcyjny.
Gtéwnym celem tych prac byto opracowanie
odpowiednich metod i oprogramowania kom-
puterowego stuzacych do oceny strat uzysku
produkcyjnego spowodowanych defektami
punktowymi oraz umozliwiajacych odpowied-
nie przeprojektowanie topografii uktadu sca-
lonego. Opracowat oryginalny algorytm eks-
trakcji obszaréw krytycznych na rozwarcia
w duzych uktadach scalonych uwzgledniajacy
obszary krytyczne dla sciezek przewodzacych
i dla kontaktéw elektrycznych. Wprowadzit no-
we pojecie obszaréw wrazliwych oraz koncep-
cje rejonéw kontaktowych dla kontaktéw typu
Contact Cut i Via. Zaproponowat nowy model
uzysku produkcyjnego uwzgledniajacy zjawis-
ka nadtrawienia i niedotrawienia warstw wy-
stepujace w operacjach litograficznych. Opra-
cowat réwniez metode szacowania uzysku
produkcyjnego dla skalowanych topografii
uktadéw scalonych VLSI. W 1999 roku rozpo-
czat prace nad jakoscia testowania uktadéw
scalonych w zakresie sposobéw generacji wek-
toréw testowych uwzgledniajacych projekt to-
pografii i statystyke wystepowania defektéw
produkcyjnych. Rezultatem tych prac byta me-
toda charakteryzacji kombinacyjnych komé-
rek standardowych i blokéw funkcjonalnych
CMOS do testowania napieciowego i prado-
wego IDDQ opartego na fizycznym modelu
uszkodzen.

Jest autorem lub wspdétautorem okoto dzie-
wiecdziesieciu prac: rozdzialéw w ksigzkach,
artykutéw w czasopismach naukowych i mate-
riatach konferencyjnych. Wygtosit 20 wykta-
déw i referatéw zaproszonych w 8 krajach UE,
Rosji, Ukrainie i USA. Kierowat i byt gtéwnym
wykonawca szeregu projektéw badawczych
i rozwojowych: Komitetu Badai Naukowych
(1991-1993, 1994-1997, 1999-2002, 2003~

—2006), Narodowego Centrum Badan i Roz-
woju (od 2011 roku), Grantéw Dziekana Wy-
dziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej oraz prac statuto-
wych. Brat udziat w 8 projektach Unii Euro-
pejskiej. W projekcie IST 51" FP REASON byt
kierownikiem tematu Educational Integrated
Circuits oraz wspotautorem 2 wdrozen: uktadu
scalonego DefSim i testera pomiarowego Blue-
Box. Za dziatalnos¢ naukowaq i dydaktyczna
byt dwukrotnie nagrodzony Nagrodami zespo-
towymi Ministra Edukacji Narodowej (1993)
i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
(2006), trzykrotnie Nagrodami Rektora Poli-
techniki Warszawskiej (indywidualng — 1996
i zespofowymi — 1989, 2010) oraz Dziekana
Wydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych
(1994). Szczegélnie ceni sobie dwukrotne wy-
réznienie przez studentéw ,Ztota Kreda” dla
najlepszego wyktadowcy za prowadzony wy-
ktad ,Elektronika ciata statego” (2000 i 2008).

Witold Pleskacz od 1999 roku petni funk-
cje kierownika warszawskiego osrodka ADEC
przy Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektro-
niki Politechniki Warszawskiej, a od 2008 roku
petnomocnika dyrektora Instytutu Mikroelek-
troniki i Optoelektroniki Politechniki Warszaw-
skiej ds. wspétpracy ze szkotami ponadgim-
nazjalnymi. Zostat powotany na cztonka Rady
Programowej Wszechnicy Wydziatu Elektroni-
ki i Technik Informacyjnych (kadencja 2008 -
—2012). Bierze udziat w pracach 7 komitetéw
naukowych i programowych konferencji mie-
dzynarodowych: IEEE ,Defect and Fault Tole-
rance”, IEEE ,Design and Diagnostic of Elec-
tronic Circuits & Systems”, ,CAD Systems in
Microelectronic”, MEMSTECH, ,Electronic Cir-
cuits and Systems”, DSD-SS, IEEE YOT. Recen-
zuje artykuty dla czasopism naukowych: ,IEEE
Transactions on Reliability”, ,Journal of Micro-
electronic Systems Integration” (Plenum Press),
Journal of System Architecture” (Elsevier Scien-
ce) i ,Electron Technology”.

Jest zonaty, ma dwie c6rki i syna. Do jego
zainteresowan pozazawodowych nalezy histo-
ria i muzyka klasyczna. Uprawia ptywanie i tu-

rystyke piesza.





